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(54) Назва корисної моделі: 
 
СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ ТОВЩИНИ ДІЕЛЕКТРИЧНИХ ПОКРИТЬ ПЛАСКИХ МЕТАЛЕВИХ 
ПОВЕРХОНЬ  
 

 
(57) Формула корисної моделі: 
 
Спосіб вимірювання товщини діелектричних покрить пласких металевих поверхонь, при якому виконують 
вимірювання двох часових інтервалів, протягом яких амплітуда вільних коливань ударно збуджених в 
зв'язаному з вимірюваним покриттям LC-контуру та не зв'язаному з вимірюваним покриттям LC-контуру 
вимірювального перетворювача зменшується в e-разів, який відрізняється тим, що вільні коливання в двох 

LC-контурах вимірювального перетворювача збуджують одночасно в моменти часу, коли осердя котушок двох 
коливальних контурів, розміщених радіально у вимірювальному перетворювачі один навпроти одного, 
розташовують по нормалі до площини металевої основи об'єкта вимірювання, а товщину діелектричного 

покриття металевої поверхні визначають із співвідношення: h=|t1-t2|·C,  
де h - товщина покриття;  
Δt1 - часовий інтервал згасання ударно збуджених вільних коливань зв'язаного з вимірюваним діелектричним 
покриттям коливального LC-контуру вимірювального перетворювача;  
Δ t2 - часовий інтервал згасання ударно збуджених вільних коливань не зв'язаного з вимірюваним 
діелектричним покриттям коливального LC-контуру вимірювального перетворювача; 
С - коефіцієнт пропорційності. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 
Державне підприємство 

«Український інститут інтелектуальної власності» 
(Укрпатент) 

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та 
реквізитами електронному документу з електронним підписом  уповноваженої особи  
Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності». 

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими 
люверсами.  

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 
0842021122 необхідно: 

1. Перейти за посиланням https://sis.ukrpatent.org. 

2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу. 

3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документу та натиснути 
«Завантажити». 

 

Уповноважена особа Укрпатенту 

 

І.Є. Матусевич 

02.11.2022   
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